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室温条件下采用
“ 。
C 。一 , 射线照射 Y A C和用不同方法生长的 N d : Y A G晶体样品

,

照射剂量

为 10
4

一 10 . R a d
。

试验用样品辐照前在 26 0n m峰值处都有一个不很明显的小吸收带
,

电阻加热

生长的样品则在 37 0 n m 峰值处有一很强的宽带吸收
,

在空气中高温退火
,

可完全消除
。

辐照

实验发现
,

在剂量小于 I O . R a d的辐照强度下
,

N d : Y A G激光晶体样品对下射线的抗辐照损伤

能力很强
。

当辐照剂量 飞到 10
7
R ad 以上时

,

峰值为 2 6 On m 的吸收带 增 强
,

同 时在 长波 方 向

3 3 0n m处出现了一个新的小吸收带
,

在还原性气氛中高温退火后
,

上述 二 个 吸收 带 明 显 加

强
,

而氧化气氛退火则有所减弱
。

对于不掺钦的 Y A G晶体样品
,

辐照剂量在 10
.
R “ d 时 就 出

现了明显的肉眼可辨的着色现象
,

尤其在样品的核心部位
,

着色更为严重
,

经检测出现 了峰

值约为 3 3 0n m和 5 5 0n m 的二个很强的新吸收带
,

且 2 6 O n m 吸收带有所加强
。

文章对辐照前后和

退火 以后测得的吸收谱线的变化进行分析
,

研究其变化规律和着色机理
。
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B C o 晶体经紫外线
、
丫射线辐照后出现热释光

。

热释光曲线一般包 含三个峰
,

其 中 zT 峰

很突出
。

热释光光强随辐照 hlJ 量的增大而增大
,

并趋于饱和
。

品体的质量和原料的纯度影响

了热释光的强度
,

而 iB
、

G “ 微量偏离化学计量不对热释光产生规律性的影响
。

提高环境温度

和用 可见光照射会使热释光降低
。

测试了掺杂样 品的热释光曲线
,

并联系它们在辐照损伤后

的光吸收进行比较
。

室温以上的热释光曲线包含三个峰
,

表明品体内部存在三类能捕获电荷

的陷井
。

杂质进入晶体将直接
、

间接地引起某些缺陷
,

并在辐照后捕获电荷
,

杂质也可能 在

热发光中参与发光或引起碎灭
。

三个热释光峰不与三个光吸收峰相对应
,

它们的出现并不逐

个表明一种色心的解体
。

一种解释辐照损伤机理的模型认为
,

晶体辐照着色起因于氧空位捕

获电子形成电子心
,

由此解释三个热释光峰与捕获空穴的三类空穴陷井相对应
。

这三类空穴

陷井与 晶体本身结构的缺陷及包含杂质的原子集团有关
,

而三类空穴陷井的存在则决定 了辐

照损伤后晶体恢复的三个过程
。
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